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1. Przedmiotem normy jest metoda pomiaru wspoi-
~z-nnikOw napigciowych Bx parametréw elektrycznych
oraz wspOtczynnika thumienia zmian zasilania SVR ana-
logowych ukladéw scalonych.

2. Okres$lenia

a) wspétczynnik napieciowy SBx parametru X — war-
tos¢ bezwzglgdna stosunku zmiany parametru Ax do
zmiany napigcia zasilania AUc¢c badanego uktadu sca-
lonego w okreSlonych warunkach pracy.

b) wspélczynnik tlumienia zmian zasilania SVR —
wartoS¢ bezwzgledna stosunku zmian napigcia zasilania
AUcc do zmiany napigcia na wejsciu lub wyjsciu ukta-
du badanego w okreSlonych warunkach pracy.

3. Uktad pomiarowy. W celu pomiaru wspéiczynni-
ka napigciowego Bx parametru X lub wspétczynnika
ttumienia zmian zasilania SVR nalezy stosowa¢ uklady
pomiarowe podane w okre$lonym arkuszu BN-83/
3375-26 opisujacym metod¢ pomiaru parametru X ana-
logowego ukiadu scalonego.

4. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowego

a) uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania
podane w BN-83/3375-26/00 oraz w arkuszu tej normy
opisujgcym metode pomiaru parametru Y.

h} Zrodio napigé zastatacyoh meerzony uklao sozbe
ny powinno umozliwia¢ zmiang tych napieé ¢ wariose
okreslona w normie przedmiotowej,

c) niestalo§¢ napi¢é¢ Zrodla w czasie pomiaru wy-
nikla ze zmian temperatury, obciazenia i napige.: oo
zasilajace] powinna byC na tyle mata, aby muuts no-
mijalny wplyw na wynik pomiany,

5. Wykonanie pomiaru

a) wiaczv¢ mierzony ukiad scalony do uktadu po-
miarowego.

b) wlaczyé zroaio nanied zasilgjacyeh, nsiawié nomi-
nalne warteéci tveh napicd - v v. werankach oule-
rzy¢ warto§¢ parametru X = X,

c) zwigkszy¢ lub zmniejszve o wariosé Alce jedno
z napig¢é zasilajacych lub wszysikie napigcia o waur-
tosci: AUcci, AUccz, AUccn i W tych warunkach zmie-
rzy¢ warto$§¢ parametru X = X,

d) obliczyé wspélczynnik napigciowy Bx lub wspol-
czynnik tlumienia zmian zasilania SVR wg wzoréw
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Przyktadowo wspoéiczynnik napigciowy wejsciowego
pradu niezréwnowazenia Brno w pA/V okreslony bedzie
wzorem
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froqy — wejdcicwy prad niezrOwnowazenia dla no-
minaine] wartosci napie¢ zasilajacvch.
finy — wejclowy prad niezrownowazenia pizy
zmicnionej wartosci jednego z napieé zasi-
lajacych.

Z kolei wspdlczynmk thumienia ziman zasiuniz SVE
w V/V dla wejSciowego napigcia nics:i&wirnvraienia
ckreslony bedzie wzorem

SVR = £

a w decypelach:
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AUcci 6. Warunki pomiaru. Pomiar wspétczynnika napigcio-
SVR4py = 20 lg U U (7)  wego Bx okreslonego parametru elektrycznego lub po-
2~ Fam miar wspoOtczynnika ttumienia zmian zasilania SVR po-
w ktorym: winien by¢ wykonany przy okreslonych w normach
U;o“) — wejSciowe napiecie niezrOwnowazenia dla przedmiotowych warto$ciach:
nominalnej wartosci napi¢¢ zasilajacych, — nominalnych napig¢¢ zasilajgcych: Ucci, Uccez ...
Uro;y — wejsciowe napigcie niezrOwnowazenia przy  Ucen,
zmienionej wartosci jednego z napieé zasi- — zmian napie¢ zasilajgcych: AUcci,, AUcc:
tajacvch. B 5ok
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